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(54) 아이씨 핸들러용 디바이스 반송 장치 및 디바이스 재검사 방법

요약

본 발명은 막대형 용기 포는 트레이형 용기의 양쪽 용기 형태에 적용가능한 IC 반송 장치를 실현하는 것
을 목적으로 한다. 또, 매거진에 수납된 DUT를 사람의 손을 개재시키지 않고 재테스트하며, 매거진 및 커
스터머 트레이에 수납하는 IC 테스터용 핸들러에 있어서의 디바이스 재검사방법을 실현한다.

이 때문에 제 1 실시예로서 제 1 디바이스의  공급측으로 유저 트레이(17O)를 테스트 트레이(18O)에 반송
하여 바꾸어 싣는 트레이 공급부(172)를 설치하고,  제 2 디바이스의 공급측으로서 막대형 용기(15O)를 
테스트 트레이(18O)에 반송하여 바꾸어 싣는 매거진 공급부(152)와 피크캐리어부(112)를 설치하는 구성수
단. 제 2 실시예로서 재검사의 회수, 검사결과의 분류 방법, 수납 트레이/매거진을 설정하는 검사 설정
(201)을 행하며,  DUT(215)가 매거진으로부터 테스트 트레이(180)에 로드(203)되고, 테스트(204) 되어 상
기  테스트(204)종료후에 재검사 모드가 유효한가?를  (205)가  판단하며,   YES  인  경우에는 재검사하는 
DUT(215)를 언로더부(223)에 일괄수납(206)되고,  트레이 반송 장치(227)에서 로더부(222)로 전송되며,  
재검사 모드가 종료할 때 분류·수납(212)되어 DUT(215)의 테스트를 종료(213)한다.
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대표도

명세서

[발명의 명칭]

IC 핸들러용 디바이스 반송 장치 및 디바이스 재검사 방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 제1 실시예에 의한 트레이형 용기와 막대형 용기에 모두 적용될 수 있는 디바이스 공
급부의 반송 구성도.

제2도는 본 발명의 제1 실시예에 의한 트레이형 용기와 막대형 용기 모두에적용될 수 있는 디바이스 수납
부의 반송 구성도.

제3도는 종래 트레이형 용기에 의한 IC 반송 장치의 반송 개념도를 설명하는 구성도.

제4도는 종래 막대형 용기에 의한 IC 반송 장치의 반송개념도를 설명하는 구성도.

제5도는 본 발명의 제2 실시예의 흐름도.

제6도는 본 발명의 제2 실시예를 실시한 핸들러의 평면도.

제7도는 본 발명의 제2 실시예를 실시한 핸들러의 작동 설명도.

제8도는 맨 위에 있는 트레이 하나만을 트레이 반송 장치로 분리 반송하는설명도

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

170 : 유저 트레이              172 : 트레이 공급부

174 : 트레이 반송 가구       173 : 트레이 변환부

180 : 검사 트레이              182 : 검사부

184 : 분류 버퍼대              186 : 수납 트레이 반송 기구

189 : 트레이 수납부            216 : 커스터머 트레이

[발명의 상세한 설명]

[산업상 이용 분야]

본 발명은 IC 검사용 핸들러의 반송 장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 2종류의 IC 수납 용기인 
트레이형 용기와 막대형 용기(매거진;magazine)에 모두 적용되는 IC 반송 장치에 관한 것이다.

또한, 본 발명은 매거진에서 디바이스를 공급하고, 불량품으로 판정된 디바이스를 재검사하며, 이 재검사
한 디바이스를 매거진 및 커스터머 트레이로 분류하여 수납하는 IC 테스터용 핸들러에서 디바이스를 재검
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사하는 방법에 관한 것이다.

[발명의 배경]

종래 IC 사용 핸들러에 사용하는 IC 수납 용기는 트레이형 용기와 막대형 용기의 2 종류가 있는데,  이 
가운데 어느 한 형태에 특정되도록 설계된 IC 핸들러 장치가 사용되고 있다.

종래 기술에 따른 트레이형 용기와 막대형 용기의 IC 반송 장치의 예는 제3도와 제4도를 참조하여 설명한
다.

첫째, 트레이형 용기 형태에 의한 IC 반송 장치의 반송 구성은 제3도에 도시된 바와 같이 유저 트레이
(17O), 트레이 공급부(172), 공급 트레이 반송 기구(174), 트레이 변환부(173), 트레이 변환 반송 기구
(175), 검사 트레이(18O), 검사부(182), 분류 버퍼대(184), 수납 트레이 반송 기구(186), 트레이 수납부
(189)로 구성되어 있다. 이것에 관해서 반송 동작의 개요를 설명한다.

유저트레이(17O)는 접시 모양의 용기로서 다수의 디바이스 수납용의 구덩이형 포켓이 가로 세로로 배열 
형성되어 있고,  디바이스는 이 포켓에 들어가 있다. 유저 트레이(17O)는 복수개가 다단으로 적층된 상태
로 트레이 공급부(172)에 수납되어 있다. 

공급 트레이 반송 기구(174)는 상기 다단으로 적층되어 있는 유저 트레이(17O)의 최상단으로부터 반송 아
암에 의해 유저 트레이(170)를 지지하여 들어 올린 후, 반송하여 트레이 변환부(173)에 놓는다.

트레이 변환 반송 기구(175)는 트레이 변환부(173)에 놓여진 유저 트레이(1 7O)로부터 디바이스를 검사트
레이(18O)로 이동시킨다. 즉, 트레이 변환부(173)에 있는 유저 트레이(17O)로부터 1 개 또는 복수개 단위
로  디바이스를 흡착부(175a)에서  흡착하여 들어  올리고,  검사  트레이(18O)로  이동한  후,  검사 트레이
(18O)의 지정 위치에 디바이스를 놓는다. 이것을 여러번 실시하여 디바이스의 이동 작업을 종료한다.

디바이스가 담긴 검사 트레이(180)는 검사부(182)에 반송되고, 검사부에서 디바이스의 온도를 일정하게 
가열/냉각하여 전기적 검사를 한 다음 검사트레이(18O)에 집어 넣어 분류 버퍼대(184)로 배출된다.

수납 트레이 반송 기구(186)는 분류 버퍼대(184)에 있는 검사 트레이(18O)의 디바이스를 흡착부(l86a)에
서 흡착하여 들어 올려 반송하고, 디바이스의 양부나 특성별 검사 결과에 따라 수납용 유저 트레이(170n) 
위치까지 이동한 후, 디바이스를 트레이에 집어 넣는다.

트레이 수납부(189)에는 상기 검사 결과 분류에 대응하여 복수의 유저 트레이(170)가 배치되어 있고, 상
기 수납 트레이 반송 기구(186)에 의해 이동된 디바이스를 수납한다.

이러한 동작을 반복함으로써, 유저 트레이(17O)에 의한 디바이스의 공급과 분류/수납이 이루어진다.

둘째, 매거진 용기 형태에 의한 IC 반송 장치의 반송 구성은 제4도에 도시된 바와 같이, 매거진(150), 매
거진 공급부(152), 공급 매거진 반송 기구(154), 검사부(156), 수납 매거진 반송 기구(158), 매거진 수용
부(16O)로 구성되어 있다. 이런 유형의 IC 핸들러는 자체 중력에 의한 자유 낙하 방식의 핸들러로서 디바
이스가 미끄러져 떨어지는 반송 형태이다. 이것에 관해서 반송 동작의 개요를 설명한다.

매거진(150)은 IC가 한줄로 들어 있는 막대형 용기이며,  디바이스의 크기나형상(DIP, ZIP.SOP)에 따라 
구조가 다르다. 상기 매거진(150)은 다수개가 매거진 공급부(152)에 수용되어 있다. 공급 매거진 반송 기
구(154)는 매거진 공급부(152)로부터 1 개의 매거진(150)의 한쪽 끝을 지지한 채 반대쪽 끝을 들어 올려 
매거진을 회전시킴으로써,  매거진(150a)이 경사지게 한다. 디바이스는 이 경사각에 의한 자체 중량에 의
해서 매거진(150a)내의 I 레일(155a)에서 1 개씩 분리되어 ER 레일(155b)에 수용된다.

ER 레일(155b)은 복수의 디바이스를 수용하는 레일이 배열 형성되어 있고,  ER 레일(155b)을 단위 피치만
큼 횡방향으로 이동시켜서 상기 I 레일(155a)로부터 1 개씩 디바이스를 수용한다. 디바이스 수용이 끝난 
ER 레일(155b)은 횡방향으로S 레일(155c)에 위치맞춤을 한 후, 디바이스가 상기 S 레일(155c)로 미끄러져 
들어간다.

S 레일(155c)은 상기 S 레일(155c)에 있는 디바이스를 순차적으로 활주 이동시키고, 검사부(156)에 공급
한다.또한, 이 S 레일(155c)은 디바이스의 온도를 일정하게 가열/냉각하기 위한 버퍼로서의 기능도 한다.

검사부(156)는 S 레일(155c)로부터 디바이스를 받아 디바이스와 전기적으로 연결되어 불량 여부 검사, 특
성 측정 등의 전기적 검사를 실시하고, 그 후 수납 매거진 반송 기구(158)로 디바이스를 배출한다.

수납 매거진 반송 기구(158)는 검사부(156)로부터 디바이스를 받고.검사결과에 따라서 불량 여부에 따라 
또는 특성별로 디바이스를 분류하여 복수열을 구비한 수납용 매거진(150n)의 분류에 대응한 매거진(150
b)에 디바이스를 수용한다.이러한 동작을 위해서, 분류기(159)는 디바이스를 받고 횡방향으로 이동하여 
대응하는 열의 매거진(150n)까지 반송하고, 경사 상태에는 있는 수납용 매거진(150b)에 디바이스가 미끄
러져 들어간다.

매거진 수용부(16O)에는 복수의  열을 구비한 디바이스 수납용 매거진(150n)이 있으며,  상기 검사 결과
에 따라 디바이스를 분류하여 수용한다.

이러한 동작을 반복하여, 매거진(150)에 의한 디바이스의 공급과 분류 수납이 수행된다.

상기 설명과 같이 트레이형 용기의 경우에는 디바이스를 흡착/개방하여 수평으로 반송하는 반송 장치 구
조이며, 막대형 용기의 경우에는 용기를 경사지게 하여 행하는 자유낙하에 의한 반송 장치 구조이다. 이 
때문에, 양쪽의 IC 반송 구조가 크게 다르며, 2 종류의 용기를 동일한 IC 핸들러로 반송 기구를 공통화하
기가 어려운 구조로 되어 있다.

최근에, IC 핸들러로 검사하는 디바이스의 종류/형상 및 수송 형태는 다양화되고 있으며, 동일 논리 IC이
면서 외형만 다른 디바이스가 있거나, 또는, 공급부의 용기와 수용측의 용기의 형태를 펄요에 따라 유연
하게 대응할 필요성이 있거나, 또는 유통 형태에 따라서는 막대형 용기 또는 트레이형 용기의 어느 것에
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도 대응하여 수송해야 하는 경우 등이 있다.

그러나, 상기 설명과 같이 고정된 한쪽 용기 형태의 IC 핸들러에서는 IC 공급/수납 용기가 특정 형태로 
제한되므로 바람직하지 않다. 또한, IC 핸들러의 실제 적용상 제한이 되는 경우가 발생하기 때문에 실용
상 불편하였다.

또한, 일반적으로, 반도체 IC의 검사에서는, IC 테스터와 일체화된 핸들러가 피측정 IC(이하, DUT“라 한
다)를 탑재한 트레이 및 DUT를 반송하고 핸들링하여 DUT를 로딩하여, 검사하고, 최후에 검사 결파의 검사 
데이타에 기초한 카테고리별로 분류하여 언로딩을 행하고 있다.

제6도를 이용하여 항온조(235)를 구비한 일예의 핸들러(221)에서 매거진로더부(242), 검사 트레이(18O)및 
DUT(215)의 반송 경로 및 검사 방법의 개요를 설명한다.핸들러(221)내부의 매거진 로더부(242)의 매거진
에 수납되어 있는 DUT(215)를 핸들러(221)내의 고온/저온에 견디는 별도의 검사 트레이(18O)에 정밀 캐리
어(24O)를 통하여 다시 전송 탑재한다.상기 DUT(215)가 들어 있는 검사트레이(18O)가 일정한 경로를 따라 
반송 순환된 다음, 검사 영역(237)에서 DUT(215)를 검사한다. 즉, DUT를 항온조(235)로 보내고 소크 챕버
(236; soak chambe)에서 가열 또는 냉각하여 일정 온도가 된 다음에,  일정 온도를 기초로 DUT(215)의 전
기적 특성을 검사 영역(237)에서 측정한 후 배출 챔버(238)에서 외부 온도로 되돌아간다.

고/저온시에서 검사가 실시되고, 배출 챔버(238)에서 외부 온도로 되돌려진 해당 DUT(215)는 검사 트레이
(180)에 탑재된 채로 언로더부(223)에 보내지며, 여기서 검사 트레이(180)로부터 커스터머 트레이(216)에 
또는 검사 트레이(180)로부터 분류기 캐리어(241)를 통하여 매거진 언로더부(243)에 검사 결과의 카테고
리마다 분류되어 전송 수납된다. 검사 트레이(180)와 커스터머 트레이(216)사이의 DUT(215)의 전송엔느 
진공펌프를 사용한 흡인 반송 수단이 이용되며,  DUT(215)를 1 개~수개 흡착하여 다른쪽 트레이에 전송하
고, 진공을 해제하여 DUT를 놓음으로써 한쪽에서 다른쪽으로 DUT를 전송하는 것이 끝난다.

다음에 커스터머 트레이(216)가 l 개의 트레이 수용부(225)로부터 또 다른트레이 수용부(225)까지 반송되
는 과정의 일예를 제7도를 이용하여 설명한다. 로더부(222), 언로더부(223)및 빈(空)트레이 수용부(224)
는 트레이 수용부(225)와 트레이 수용부(225)에 수용된 커스터머 트레이(216)를 도면에 ①로 나타낸 것처
럼 위치 C까지 밀어 올리는 엘리베이터(226)에 의해 이루어지는 레인(1ane)을  복수개, 예를 들어 10 개
의 레인을 구비하고 있다. 로더부(222)의 트레이 수용부(225)내에서는 검사해야 할 DUT(215)가 탑재된 커
스터머 트레이(216)가 적층되어 있다. 모든 레인은 그 자체가 서로 동일하고, 로더용 레인,  언로더용 레
인 및 빈 트레이 수용 레인 사이의 구별은 되지 않으며, 단지 복수의 레인 예를 들어 10개의 레인이 구비
되어 있음에 불과하다. 이들의 레인을 필요에 따라서 적당히 로더용, 언로더용 혹은 빈 트레이 수용용으
로서 할당 지정하여 사용한다.

예를 들어 레인1을 이제부터 검사 측정하고자 하는 DUT(215)를 로드하는 로더부(222)로 지정하고, 레인2
로부터 레인9까지의 8 개의 레인을 검사 측정이 종료된 DUT(215)를 검사 결과의 카테고리별로 수용하는 
언로더부(223)로  지정하며,  레인10을 로딩이 끝난 커스터머 트레이(216)를  수용하는 빈 트레이 수용부
(224)로 지정할 수 있는데, 이들 레인의 개수는 필요에 따라서 상대적으로 증감한다. 도면번호(227)은 트
레이 반송 장치이며, 후크(228)에 의해 커스터머 트레이(216)를 결합하여 이것을 반송한다. 커스터머 트
레이(216)에는 트레이 반송 장치(227)의 후크(228)가 결합되는 결합 구멍(229)이 설치되어 있다.

제8도는 트레이 반송 장치(227)가 트레이 수용부(225)내에서 여러 층으로 적층되어 있는 커스터머 트레이
(216)중 맨 위에 있는 1개 트레이만을 그 결합 구멍(229)에 후크(228)를 결합함으로써 분리 반송하는 모
습을 극히 개념적으로 도시한 도면이다. 이 트레이 반송 장치(227)는 구동 장치에 의해 제7도의 ②와 같
이 위치 C 혹은 위치 B로 구동되는 동시에, 위치 B에서는 ③과 같이 수평 방향으로 배열된 모든 레인(레
인1~레인1O)에 걸쳐서 수평 방향으로 구동된다. 트레이 세트(230)는 반송된 커스터머 트레이(216)와 검사 
트레이(180)사이의 DUT(215)를 수용하고 취급한다. 트레이 세트(230)는 ④와 같이 구동 장치에 의해 위치 
C 혹은 위치 A로 구동된다.

여기서 검사할 DUT(215)가 로더부(222)의 트레이 수용부(225)에 있는 커스터머 트레이(216)로부터 검사 
트레이(180)에 전송 탑재될 때까지의 상태를 제7도를 이용하여 설명한다.

(1) 레인1의 트레이 수용부(2251)에 적층되어 있는 커스터머 트레이(216)를 앨리베이터(2261)에 의해 밀어

서 맨 위에 있던 커스터머 트레이(216)를 위치 C까지 상승시킨다.

(2) 트레이 반송 장치(227)를 위치 B에서 수평 방향으로 구동하여 레인1의바로 위에 위치시킨다.

(3) 트레이 반송 장치(227)를 위치 C까지 강하시킨다.

(4) 트레이 반송 장치(227)의 후크(228)를 제어하여 레인1의 최상층의 커스터머 트레이(216)를 결합한다.

(5) 최상층의 커스터머 트레이(216)를 결합한 트레이 반송 장치(227)를 위치 C에서 위치 B로 상승시킨다.

(6) 위치 B로 상승한 커스터머 트레이(216)를 결합하고 있는 트레이 반송장치(227)를, 위치 B에서 수평 
방향으로 구동하여 레인3으로 이동시킨다.

(7)로더부(222)에서, 트레이 세트(230)를 위치C에 고정시킨다.

(8)레인3의 위치B에 위치하고 있는 트레이 반송 장치(227)를 로더부(222)의 상부로 이동시킨다.

(9) 트레이 반송 장치(227)의 후크(228)를 제어하여 로더부(222)의 트레이세트(23O)위에서 커스터머 트레
이(216)의 결합을 풀로 이 커스터머 트레이를 트레이 세트(230)로 넘겨 준다.

(1O)결합된 커스터머 트레이(216)를 개방한 트레이 반송 장치(227)를 수평 방향으로 구동하여 레인3으로 
이동시킨다.

(11)커스터머 트레이(216)를 받은 로더부(222)의 트레이 세트(230)를 위치 C로부터 위치 A로 상숭시키고, 
로더부(222)에서 커스터머 트레이(216)를 트레이 세트(23O)로 세트하는 것을 완료한다.
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다음에, 커스터머 트레이(216)에 탑재되어 있는 DUT(215)를 진공 펌프를 사용한 흡인 반송 장치에 의해 
핸들러(221)내의 고/저온에 견디는 검사 트레이(180)에 전송 탑재하고, 이 DUT(215)가 탑재된 검사 트레
이(180)를 항온조(235)에 보내 검사측정을 한다.

검사 측정된 DUT(215)가 탑재된 검사 트레이(18O)는 항온조(235)로부터 언로더부(223)에 송출된다. 언로
더부(223)에서는 전술한 커스터머 트레이(216)로부터 검사 트레이(180)로 전송 탑재되는 것에 준한 순서
로 검사 트레이(180)로부터 커스터머 트레이(216)에 전송 탑재되지만, 이 때 DUT(215)는 DUT(215)의 검사 
데이타에 기초하여 2~8 종류로 분류된다. 분류는 각 IC 제조업자 등의 측정자가 목적에 따라 자유롭게 설
정할 수 있다.

이러한 분류 가운데 예컨대, 2 분류란 합격품과 불량품과의 구분이지만, 통상 4 분류 이상의 종류로 분류
된다. 예를 들어, DUT(215)의 성능 규정에 대하여검사 데이타가 최우수인 것을 카테고리 0으로 하고,  합
격품을 카테고리 l로하며, 성능 규정에 겨우 다다른 것을 카테고리 2로 하고,  불량품을 카테리고 3으로 
분류하여 카테고리 0 및 1을 무조건 합격품으로 하고,  카테고리 2 및 3을 불량품 재검사품으로 할 수도 
있다. 8 분류의 경우는 성능 규정을 8개로 구분하여 분류한다. 따라서, 이 경우에는 분류에 상당한 시간
이 걸린다.

한편, 매거진 로더부(242)의 매거진으로부터 검사 트레이(180)로 DUT(215)을 이송하는 것은 제6도를 참조
하여  설명한다.  DUT(215)는  매거진내에  일렬로  들어  있으며,  매거진을  경사지게  하여  자유  낙하하는 
DUT(215)를 정밀캐리어(240)에 여러 개씩 탑재한다. 정밀 캐리어(24O)는 수평으로 이동할 수 있으며, 검
사트레이(18O) 근처까지 이동한다.정밀 캐리어(24O)에 탑재되어 있는 DUT(215)는 진공 펌프를 사용한 흡
인 반송 장치에 의해 검사 트레이(180)에 전송된다.

다음으로, 검사트레이(180)로부터 매거진 언로더부(243)의 매거진으로 DUT(215)를 이송하는 것을 설명한
다. 여기서, 분류 캐리어(241)는 수평으로 이동할 수 있으며, 검사 트레이(18O)근처까지 이동한다. 검사 
트레이(18O)상에 탑재되어 있는 DUT(215)는 진공 펌프를 사용한 흡인 반송 장치에 의해 분류 캐리어(24
1)에 전송된다. 분류 캐리어(241)는 매거진 언로더부(243)로 이동하고,  매거진 언로더부에 세트되어 있
는 경사진 매거진내에 DUT(215)를 자유 낙하시켜서 매거진내에 일렬로 수납한다.

상술한 바와 같이, IC 테스터용 핸들러를 이용한 IC 검사는 다수의 IC를 수납한 매거진을 매거진 로더부
(242)에 세트하기만 해도 자동적으로 고/저온시간의 측정을 행하고, 세트가 종료되면 미리 설정된 분류에 
따라서 분류하므로 매우 편리하다. 그러나, 핸들러는 고가 제품이므로, 검사 시간을 조금이라도 짧게 하
고, 사람 손을 거치는 일이 없도록 하여 효율을 향상시킬 필요가 있다. 

[발명의 요약]

본 발명의 제1 목적은 막대형 용기와 트레이형 용기에 모두 적용될 수 있는IC 반송 장치를 실현하고, 또
한, 공급부 용기와는 무관하게 수납부 용기를 임의의 용기 형태로 사용할 수 있는 자유도가 있는 IC 핸들
러 반송 장치를 실현하는 것을 목적으로 한다.

제1도는 본 발명에 의한 제1 해결 수단을 도시하고 있다.

상기 과제를 해결하기 위해서 본 발명의 구성에서는 제1 디바이스 공급부으로서 유저 트레이(17O)를 트레
이 변환부(173)에 반송하고, 디바이스를 검사 트레이(180)에 바꾸어 싣는 공급 트레이반송 기구(174)와 
트레이변환 반송 기구(175)를 설치하며,  제2 디바이스 공급부으로서 막대형 용기(150)를 반송하는 공급
매거진 반송 기구(154)로부터 검사 트레이 반송부(114)에 디바이스를 반송하는 피크(pick) 캐리어부(l1
2)를 설치하고, 피크캐리어부(ll2)로부터트레이 변환부(173)에 디바이스를 반송하여 검사 트레이(l8O)에 
반송하는 검사 트레이 반송부(114)를 설치하는 구성수단으로 한다. 

피크캐리어부(112)는 E레일(l55b)에 있는 경사진 디바이스를 흡착부(112a)에서 흡착하여 각도 변환시켜 
수명 상태로 한 후, P 캐리어(112b)에 두는 수단으로서, 이후의 디바이스 반송을 수명 반송 방식으로 변
환하는 것이다.

제2도는 본 발명에 의한 제2 해결 수단을 도시하고 있다.

상기 과제를 해결하기 위해서 본 발명의 구성에서는 제1 디바이스 수납부으로서 검사 트레이(180)로부터 
유저 트레이(17O)에 디바이스를 반송하는 수납 트레이 반송 기구(186)를 설치하고, 제2 디바이스 수납부
으로서 검사 트레이(l8O)로부터 막대형 용기(150)에 디바이스를 반송하는 매거진 수납 반송부(12O)를 설
치하는 구성으로 한다.

매거진 수납 반송부(120)의 S 캐리어(122)는 수평 반송 상태에서 이 S 캐리어(122)의 한쪽 끝을 들어 올
려 경사지게 하여, 디바이스가 자체 중량에 의한 미끄러짐에 의해 반송되도록 한다.

제1도와 제2도는 본 발명에 의한 제3 해결 수단을 도시하고 있다.

상기 과제를 해결하기 위해서 본 발명의 구성에서는 제1 디바이스 공급부으로서 유저 트레이(170)를 트레
이 변환부(173)로 반송하고,  디바이스를 검사 트레이(180)에 바꾸어 싣는 공급 트레이 반송 기구(174)와 
트레이변환 반송 기구(175)를 설치하고,  제2 디바이스 공급부으로서 막대형 용기(150)를 반송하는 공급
매거진 반송 기구(154)로부터 검사 트레이 반송부(114)에 디바이스를 반송하는 피크 캐리어부(112)를 설
치한다. 그리고, 제1 디바이스 수납부으로서 검사 트레이(180)로부터 유저(186) 트레이(170)에 디바이스
를 반송하는 수납 트레이 반송 기구(186)를 설치하고, 제2 디바이스 수납부으로서 검사 트레이(180)로부
터 막대형 용기(150)에 디바이스를 반송하는 매거진 수납 반송부(120)를 셜치하는 구성 수단으로 한다.

본 발명에 의하면 다음 작용이 나타난다.

피크 캐리어부(112)는 경사에 의한 자유 낙하에 의한 활주 반송으로부터 수명 반송 방식으로 변환하는 작
용이 있다.

매거진측의 검사 트레이 반송부(114)와 유저 트레이측의 트레이 변환 반송기구(175)는 양쪽에서 오는 디
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바이스를 검사 트레이(180)에 반송하여 바꾸어 싣는 것에 의해 이후의 디바이스 반송을 공통의 반송 기구
화시키는 작용이 있다.

매거진측의 S 캐리어(122)는 수평 반송으로부터 디바이스 경사에 따른 자유낙하에 의한 활주 반송으로 변
환하는 작용이 있다.

매거진측의 매거진 수납 반송부(120)와, 유저 트레이측의 수납 트레이 반송기구(186)는 공통의 검사 트레
이(180)로부터 2가지의 용기 수납부으로 분리 반송하는 작용이 있다.

본 발명을 전체적으로 보면 막대형 용기 또는 트레이형 용기의 2가지용기 형태의 공급/수납 반송에 유연
하게 대응 가능한 IC 반송 장치를 실현할 수 있다.

본 발명의 제2 목적은 다음과 같다.

현재의 측정 방법에서는 합격품으로 판정된 DUT는 그대로 출하되지만, 첫번째 검사에서 불량품으로 판정
된 DUT는 모두 재검사, 즉 두번째 검사를 행하는것이 일반적이다.재검사에서는 검사 항목을 바꾸기도 하
고, 분류 카테고리를 바꾸기도 하며, 혹은 첫번째 측정 조건을 그대로 사용하기도 하는데, 이것은 최종 
불량품을 검출하기 위함이다.따라서 첫번째 검사에서 불량품으로 판정된 카테고리는 모두 모아서 재검사
를 한다.

매거진에 수납된 DUT에 대해서도 여러 차례 검사할 필요가 있는데, 최종 검사 결과에 따라 매거진 또는 
커스터머 트레이로 분류하여 DUT를 수납한다. 또한 검사가 진행되는 도중에 매거진을 매거진 언로더부에
서 매거진 로더부로 사람의 손을 거쳐 이동 설치하는 비효율인 방법으로 하지 않는 것이 바람직하다.

본 발명은 매거진에 수납된 DUT를 사람의 손을 통하지 않고, 재검사하고 검사 결과에 따라 DUT를 분류하
여 매거진 및 커스터머 트레이에 수납하는 IC 테스터용 핸들러의 디바이스 재검사 방법을 실현하는 것을 
목적으로 하고 있다.

상기 목적을 달성하기 위해서, 본 발명의 디바이스 재검사 방법은 다음과 같이 행하고 있다

즉, IC 테스터용 핸들러와 IC 테스터를 이용한 DUT(215)의 검사에 있어 재검사 회수, 검사 결과의 분류 
방법, 수납 트레이/매거진 등을 설정하는 검사설정(201)을 한 다음, 핸들러(221)가 동작하기 시작하며, 
DUT(215)가 매거진으로부터 검사 트레이(18O)에 로드(203)된 후 DUT를 검사(204)하며, (204)종료 후에 재
검사 모드가 유효한가를 단계(205)에서 판단하며, 재검사 모드가 유효하지 않은 경우에는 카테고리마다 
DUT를 분류·수납(2l2)하여 검사가 종료(213)되고, 재검사 모드가 유효한 경우에는 재검사할 DUT(215)를 
재검사 카테고리의 언로더부(223)의 커스터머 트레이(216)에 일괄 수납(206)하고, 트레이 반송 장치(22
7)에 의해 로더부(222)에 전송(207)하며, 상기 핸들러(221)가 동작을 다시 시작(202)하여 로더부(222)의 
커스터머 트레이(216)로부터 검사 트레이(180)에 DUT(215)를 로드(203)하고, 두번째 DUT(215)검사(204)를 
행하며, 재검사 모드가 완료되면, 카테고리별로 DUT를 분류·수납(212)하여 DUT(215) 검사를 종료(213)한
다.

이 때, 카테고리마다의 분류·수납(212)은 매거진 언로더부(243)의 매거진에 대해서만 행하는 경우, 매거
진 언로더부(243)의 매거진과 언로더부(223)의 커스터머 트레이(216)의 쌍방에 대하여 행하는 경우, 언로
더부(223)의 커스터머 트레이(216)에 대해서만 행하는 경우가 있다.

이와 같이 행해지는 디바이스 재검사 방법에 있어서는 매거진에 수납된 DUT 를, 검사 트레이(l8O)및 커스
터머 트레이(216)에 바꾸어 이동시키는 것으로, 사람의 손을 통하지 않고, 검사한 디바이스를 다시 몇번
이라도 검사할 수 있으며, 검사 결과에 따라서 분류하고, 매거진이나 커스터머 트레이에만 혹은 매거진 
및 커스터머 트레이 쌍방에 수납할 수 있다.

[발명의 실시예에 대한 설명]

본 발명의 제1 실시예를 도면을 참조하여 설명한다.

본 발명의 제1 실시예는 트레이형 용기와 막대형 용기의 양쪽 용도의 공급과 수납 구조를 실현한 IC 반송 
장치이다.이것에 관해서, 제1도와 제2도를 참조하여 설명한다.

먼저, 디바이스 공급부의 반송 장치에 관해서 설명한다.

디바이스 공급부의 반송 구성은 제1도에 도시된 바와 같이, 트레이형 용기에대응한 공급부인 트레이 공급
부(172), 공급 트레이 반송 기구(174), 트레이 변환부(173), 트레이 변환 반송 기구(175), 검사 트레이
(180), 검사부(182), 막대형 용기에 대응한 공급부인 매거진 공급부(152), 공급 매거진 반송 기구(154), 
피크캐리어부(112), 검사 트레이 반송부(114)로 구성되어 있다.

이러한 트레이형 용기측의 IC 반송 구조는 종래 설명과 동일하다.

막대형 용기측의 IC 반송 구조에 있어서, 매거진 공급부(152)로부터 공급매거진 반송 기구(154)까지의 반
송 구조도 종래 설명과 동일하다.

피크 캐리어부(ll2)는 E 레일(155b)상에 있는 디바이스를 흡착부(112a)에서 흡착하여 각도 변환하여 수평 
상태로 한 후, P 캐리어(112b)에 둔다.이후 디바이스의 반송은 자유 낙하에 의한 활주 반송으로부터 수평 
반송 방식으로 된다.

검사  트레이  반송부(ll4)는  디바이스를  수용하고  있는  p  캐리어(112b)를  횡방향으로  이동시켜 흡착부
(114a) 바로 아래로 이동시킨다.흡착부(114a)는 이P 캐리어(112b)에서 디바이스를 흡착하여 들어 올려서 
트레이 변환부(173)까지 반송하고,  검사 트레이(180)에 디바이스를 놓고 되돌아간다.

트레이 변환부(173)는 또한 종래의 트레이 공급부(172)측으로부터의 디바이스도 종래와 마찬가지로 하여 
반송하여 검사 트레이(180)에 놓는다.이 결과매거진(l50) 또는 유저트레이(170)의 어느 것에서도 디바이
스를 반송하여 검사트레이(180)에 둘 수 있게 된다.트레이 변환부(173) 이후의 검사부(182)로의 반송은 
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종래의 반송 기구와 동일하다.

다음에, 디바이스 수납부의 반송 장치에 관해서 설명한다.

디바이스 수납부의 반송 구성은 제2도에 도시된 바와 같이.트레이형 용기에대응한 수납부측인 분류 버퍼
대(184), 수납 트레이 반송 기구(186), 트레이 수납부(189)막대형 용기에 대응한 수납부측인 매거진 수납
반송부(120), 매거진 수용부(160)로 구성되어 있다.

트레이형 용기측의 디바이스 수납부의 구성은 종래 설명과 동일하다.막대형 용기측의 디바이스 반송을 설
명한다.

매거진 수납 반송부(120)는 흡착부(120a), S 캐리어(122), S 버퍼(124), 분류기(159)로 구성되어 있다.

흡착부(120a)는 분류 버퍼대(184)에 있는 검사 트레이(180)에 있는 디바이스를 흡착하여 들어 올려서 S 
캐리어(122)까지 반송하고, S 캐리어(122)상에 둔다.

여기서  S  캐리어(122)는  수명  반송으로부터  디바이스의  자유  낙하에  의한  활주  반송으로  변환하는 
것이다. S 캐리어(122)의 일단을 들어 올려 경사지게 함으로써 S 캐리어(122)에 놓여진 디바이스가 S 버
퍼(124)에 미끄러져 들어간다. 

S 버퍼(124)에는 복수열 레일이 형성되어 있으며, 1 개의 레일에 복수개의 디바이스를 수용한다. 레일은 
디바이스의 일시적 버퍼로서의 기능을 한다. S  버퍼(124)의 어느 한 열에 디바이스가 채워지면 분류기
(159)에 활주 수용된다. 

분류기(159)는 이 디바이스를 매거진 수용부(160)의 분류에 대응한 매거진(150n)까지 횡방향으로 이동시
키고, 활주 수납한 후, S 버퍼(124)의 위치로 되돌아간다.

상기 반송 동작의 반복에 의해 디바이스의 분류 수납을 실시하고 있다.

상기 설명과 같이 디바이스 공급부 및 디바이스 수납부의 반송 장치를 구성하는 것에 의해,  유저 트레이
(170), 매거진(150)의 어느 용기 형태에 대해서도 유연하게 대응하여 공급/수납 반송할 수 있다.

상기 제1 실시예에서는 다바이스 공급부와 디바이스 수납부의 2가지의 용기 형태에 대응하는 구조를 설치
한 경우에 설명하였지만,  필요에 따라 디바이스 공급부만 또는 디바이스 수납부의 한쪽만을 2가지의 용
기 형태에 대응하는 구조로 한 반송 장치를 구성해도 좋다.

또한, 상기 실시예에서는 1 종류의 트레이/매거진 용기에 대하여 1 계통의 반송 장치를 설치한 경우로 설
명하였지만, 트레이나 매거진 용기의 크기 등이 서로 다른 복수의 계통을 설치하는 공급/수납 구성으로 
해도 좋고, 동일하게 하여 실시할수도 있다.

또한, 매거진 수납 반송부(120)에 있는 흡착부(l20a)는 새롭게 설치한구성으로 설명하였지만, 수납 트레
이 반송 기구(186)의 흡착부(186a)와 공용하도록 구성해도 좋고, 동일하게 하여 실시할 수도 있다.

본  발명의  제1  실시예에서는,  이상  설명한  바와  같이  구성되어  있으므로,  하기에  기재되는  효과를 
가진다.

제1도에 도시된 바와 같이, 피크 캐리어부(112)에서 경사 상태인 디바이스를 흡착하고, P 캐리어(112b)에 
둠으로써, 디바이스의 자유 낙하에 의한 활주 반송으로부터 수펑 반송으로 변환하는 효과가 있다.

제1도에 도시된 바와 같이, 검사 트레이 반송부(114)에서 매거진(150) 디바이스를 검사 트레이(180)에 반
송하고, 다른쪽 트레이 변환 반송 기구(175)에서 유저트레이(170)의 디바이스를 검사 트레이(180)에 반송
함으로써, 이후의  다바이스 반송은 공통된 반송 기구로 이용할 수 있는 효과가 있다.

제2도에 도시된 바와 같이, S 캐리어(122)를 경사지게 하여 수평 반송으로 디바이스의 자유 낙하에 의한 
활주 반송으로 변환함로써, S 캐리어(122)상에 놓여진 디바이스는 수평 반송으로부터 디바이스의 자유 낙
하에 의한 활주 반송으로 변환되는 효과가 있다.

제2도에 도시된 바와 같이, 분류 버퍼대(184)의 디바이스를 매거진 수납 반송부(120)에서 매거진 수용부
(160)로 수납하는 한편 수납 트레이 반송 기구(186)에서 유저 트레이(170)에 수납하는 것에 의해, 어느 
용기 형태에 대해서도 유연하게 대응하여 디바이스를 수용할 수 있는 효과가 있다.

이 결과, 막대형 용기 또는 트레이형 용기의 용기 형태에 모두 적용 가능한IC 반송 장치를 실현할 수 있
으며, 또한, 공급부 용기 형태와는 무관하게 수납부용기를 어느 용기 형태에도 수납할 수 있는 자유도가 
있는 IC 핸들러 반송 장치를 실현할 수 있는 효과가 있으며, 디바이스의 수송/유통 형태에 대응한 범용성
이 있는 IC 반송 장치를 구성할 수 있다.

본 발명의 제2 실시예를 도면을 참조하여 설명한다.

제5도에 본 발명의 제2 실시예의 흐름도를 도시한다. 제5도에서 먼저 검사설정(201)을 행한다.여기서는 
재검사의 회수, 분류의 방법, 수납 트레이/매거진 설정을 한다. 검사 설정(201)이 끝나면, 핸들러(221)가 
동작을 시작(202)한다. 매거진에 수납되어 있는 DUT(215)는 정밀 캐리어(240)를 통하여 검사 트레이(18
0)에 로드(203)되고, 항온조(235)의 검사 영역(237)에서 검사(204)되며, 언로더부에 송출된다.이 때, 재
검사 모드가 유효한가를 단계(205)에서 판단한다. 검사가 종료되는 경우는「아니오」이므로,  DUT를 카테
고리마다 분류·수납(212)하여 검사를 종료(213)한다.

재검사가 모드가 유효한 경우는「예」이므로, 재검사를 필요로 하는 DUT(215)를 재검사용 언로더부(223)
의 커스터머 트레이(216)에 일괄적으로 수납(2 06)한다. 계속해서, 재검사를 위해 트레이 반송수단(227)
에서 로더부(222)로DUT를 전송한다.

재검사의 준비가 완료되면, 다시 핸들러(221)의 동작이 시작(202)되고, 로더 부(222)의 커스터머트레이
(216)에 탑재되어 있는 DUT(215)가 검사 트레이(180)에 로드(203)되며, 두번째 검사(204)가 이루어지고, 
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재검사 모드가 종료할때까지 이상의 동작을 계속한다.

검사가 끝난 DUT(2l5)는 카테고리별로 분류되며,  복수의 매거진으로 분류되어 수납된다. 또,  DUT(215)
의 분류·수납은 커스터머 트레이(216)에서 뿐만아니라 매거진에서도 동시에 하는 것도 가능하다. 이 때
문에, 매거진으로부터 로드된 디바이스를 트레이에 수납하는 것도 가능하다.

본 발명은 이상 설명한 바와 같이 실행되므로, 이하에 기재된 바와 같은 효과를 가진다.

즉, 매거진에 수납된 DUT를 검사 트레이(18O)및 커스터머 트레이(216)에 바꾸어 이동시키는 것에 의해, 
사람의 손을 통하지 않고 검사한 디바이스를 다시 몇 번이라도 검사할 수 있으며, 검사 결과에 따라서 분
류하고, 매거진만, 또는 커스터머 트레이만, 혹은 매거진 및 커스터머 트레이 양쪽에 DUT를 수납할 수 있
다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

유저측의 디바이스 수납용 용기로부터 피반송 디바이스를 IC 핸들러 내부에있는 반송용 검사 트레이(18
O)에 공급하는 IC 핸들러용 디바이스 반송 장치에 있어서,  유저 트레이(170)를 트레이 변환부(173)에 반
송하여 디바이스를 검사 트레이(180)에 바꾸어 싣는 공급 트레이 반송 기구(174)와 트레이 변환 반송 기
구(175)를 갖는 제1 디바이스 공급부와, 막대형 용기(150)를 반송하는 공급 매거진 반송 기구(154)로부터 
디바이스를 검사 트레이 반송부(114)에 반송하는 피크 캐리어부(112)를 갖는 제2디바이스 공급부와, 상기 
피크 캐리어부(112)로부터 트레이 변환부(173)에 디바이스를 반송하여 검사 트레이(18O)에 반송하는 검사 
트레이 반송부(114)를 구비하며, 트레이형 용기와 막대형 용기의 양쪽 용기 형태에 대응하는 것을 특정으
로 하는 IC 핸들러용 디바이스 반송 장치.

청구항 2 

IC 핸들러 내부에 있는 반송용 검사 트레이(18O)로부터 피반송 디바이스를반송하여 유저측의 디바이스 수
납용 용기에 수납하는 IC 핸들러용 디바이스반송 장치에 있어서,  검사 트레이(180)로부터 유저 트레이
(170)에 디바이스를 반송하는 수납 트레이 반송 기구(186)를 갖는 제1 디바이스 수납부와, 검사 트레이
(18O)로부터 막대형 용기(150)에 디바이스를 반송하는 매거진수납 반송부(120)를 갖는 제2 디바이스 수납
부를 구비하며, 트레이형 용기와 막대형 용기의 양쪽 용기 형태에 대응하는 것을 특징으로하는 IC 핸들러
용 디바이스 반송 장치.

청구항 3 

유저측의 디바이스 수납용 용기로부터 피반송 디바이스를 IC  핸들러 내부에있는 반송용의 검사 트레이
(180)에 공급하고, 또한, IC 핸들러 내부의 반송용 검사 트레이(180)로부터 피반송 디바이스를 반송하여 
유저측의 디바이스 수납용 용기에 수납하는 IC  핸들러용 디바이스 반송 장치에 있어서,   유저 트레이
(17O)를 트레이 변환부(173)에 반송하고, 디바이스를 검사 트레이(18O)에 바꾸어 싣는 공급 트레이 반송 
기구(174)와 트레이 변환 반송 기구(175)를 갖는 제1 디바이스 공급부와, 막대형 용기(15O)를 반송하는 
공급 매거진 반송 기구(154)로부터 검사 트레이 반송부(114)에 디바이스를 반송하는 피크 캐리어부(112)
를 갖는 제2 디바이스 공급부와, 검사 트레이(180)로부터 유저 트레이(170)에 디바이스를 반송하는 수납 
트레이 반송 기구(186)를 갖는 제1 디바이스 수납부와, 검사 트레이(180)로부터 막대형 용기(150)에 디바
이스를 반송하는 매거진 수납반송부(120)를 갖는 제2 디바이스 수납부를 구비하며, 트레이형 용기와 막대
형 용기의 양쪽 용기 형태에 대응하는 것을 특징으로하는 IC 핸들러용 디바이스 반송 장치.

청구항 4 

IC 테스터용 핸들러와 IC 테스터를 이용하여 DUT(215)를 검사하는 디바이스 재검사 방법에 있어서, 재검
사 회수, 검사 결과의 분류 방법, 수납 트레이/매거진을 설정하는 검사설정 단계(201)와, 핸들러(221)가 
동작을 시작하여, DUT(215)를 매거진으로부터 검사 트레이(180)에 로드(203)하고, 상기 로드된 DUT를 검
사(204)하는 단계와,  상기 검사(204)단계가 끝나면 재검사 모드가 유효한가를 판단하는(205)와, 상기 재
검사 모드가 유효하지 않은 경우에는 DUT를 카테리고마다 분류 수납(212)하여 검사를 종료(213)하고, 상
기 재검사 모드가 유효한 경우에는 재검사할 DUT(215)를 재검사 카테고단계(207)와, 상기 핸들러(221)가 
다시 동작을 시작하여(202)상기 로더부(222)의 언로더부(223)의 커스터머 트레이(216)에 일괄 수납하는 
단계(206)와,  상기 재검사할 DUT를 트레이 반송 장치(227)에서 로더부(222)로 전송하는단계(207)와,  상
기 핸들러(221)가 다시 동작을  시작하여(202) 상기 로더부(222)의 커스터머 트레이(2l6)로부터 검사 트
레이(180)에 DUT(215)를 로드(203)하고, 두번째 DUT 검사를 하는 단계(204)와, 상기 두 번째 검사가 끝나
면 DUT를 카테고리마다 분류·수납하여(212)DUT 검사를 종료하는 단계(218)를 포함하는 것을 특징으로 하
는 디바이스 재검사 방법.

청구항 5 

제4항에 있어서, 상기 DUT를 카테고리마다 분류·수납하는 단계(212)는 매거진 언로더부(248)의 매거진에 
대해서만 행하는 것을 특징으로 하는 디바이스 재검사 방법.

청구항 6 

제4항에  있어서,  상기  DUT를  카테고리마다  분류·수납하는  단계(212)는  매거진  언로더부(243)의 
매거진과, 언로더부(223)의 커스터머 트레이(216)의 쌍방에 대하여 행하는 것을 특징으로 하는 디바이스 
재검사 방법.

청구항 7 

제4항에 있어서, DUT를 카테고리마다 분류·수납하는 단계(212)는 언로더부(223)의 커스터머 트레이(21
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6)에 대해서만 행하는 것을 특징으로 하는 디바이스 재검사 방법.
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